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Boundary Scan fur Flying Probe Test

liniEalEesE m / Flying Probe Nails —_

Connector

Unit under Test (UUT)

Y Y
IEEE 1149.1 Boundary Scan Cells

Bei der Boundary Scan-Erweiterung fur unseren Flying Prober kdnnen die Nadeln als
virtuelle JTAG/Boundary Scan Zellen fungieren. Dies erhoht die Fehlerabdeckung, da
so auch Leiterbahnen getestet werden kdnnen, die ansonsten nicht erreichbar waren.

Verkurzt Test- sowie Produkteinfihrungszeit
Ermaoglicht eine hohe Fehlerabdeckung auch bei sehr kompakten Flachbaugruppen

Integriert alle Funktionen in CITE — die Bearbeitung erfolgt weiterhin in der gewohnten
Benutzeroberflache

Einfacher Datenexport mit C-LINK fur Boundary-Scan-Software
Schnelle Systemdiagnose bei Fehlerzustanden

Alle JTAG/Boundary Scan Test- und Programmiervorgange kdnnen wiederverwendet
werden

Unsere Hauptpartner in Sachen JTAG/Boundary Scan-Integrationen sind die namhaften
Anbieter GOPEL electronic und JTAG Technologies.
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